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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Programowanie systeméw pomiarowych

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Mechatronika 1/2

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studidow

Automatyzacja i nadzoworowanie systemow ogblnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnos¢

stacjonarne obieralny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)

15 15 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktow ECTS

2

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:

dr inz. Dawid Kucharski

Zaktad Metrologii i Systemdéw Pomiarowych,
Instytut Technologii Mechanicznej,

Wydziat Inzynierii Mechanicznej,
Politechnika Poznariska,

ul. Jana Pawta Il 24,

60-965 Poznan.

Room 129.

Email: dawid.kucharski@put.poznan.pl

tel: +48 61 665 3569

fax: fax. +48 61 665 3595

Wymagania wstepne
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Podstawowa wiedza z zakresu metrologii technicznej, optyki, fizyki, systemdédw pomiarowych,
programowania, rysunku technicznego oraz czesci maszyn.

Cel przedmiotu
Zapoznanie sie z nowoczesnymi oprogramowaniami stosowanymi w metrologii wielkosci
geometrycznych oraz obszarami i mozliwosciami ich praktycznego zastosowania.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

Student potrafi scharakteryzowac¢ nowoczesne oprogramowania pomiarowe. Student potrafi
scharakteryzowac obszary zastosowan nowoczesnych oprogramowan pomiarowych.

Umiejetnosci
Student potrafi:

dobraé oprogramowanie pomiarowe do zadania pomiarowego;

w podstawowym zakresie opracowac program pomiarowych;

dokonac¢ opracowania i analizy danych pomiarowych;

okresli¢ ewentualne Zrédta btedéw uzyskiwanych wynikéw i btedy te redukowac.

Kompetencje spoteczne
Student potrafi wspdtpracowac w grupie. Student jest Swiadomy roli nowoczesnych, zaawansowanych
systeméw pomiarowych we wspoétczesnej gospodarce.

Metody weryfikacji efektdw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujacy sposdb:
Wyktad: Zaliczenie na podstawie egzaminu/zaliczenia pisemnego.

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego
wykonywanego ¢éwiczenia laboratoryjnego. Aby uzyskac zaliczenie wszystkie ¢wiczenia muszg by¢
zaliczone pozytywnie.

Tresci programowe

Wyktad:

1. Definicja, struktura i zadania zaawansowanych, nowoczesnych systemow pomiarowych.

2. Zaawansowane systemy pomiarowe w metrologii wielkosci geometrycznych.

3. Systemy operacyjne wykorzystywane w kontroli urzgdzen pomiarowych.

4. Przeglad dostepnych programdéw wykorzystywanych we wspdfczesnych systemach pomiarowych.

5. Wspotczesne jezyki programowania.
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6. Algorytmy sterowania systemami pomiarowymi oraz programy do analizy danych pomiarowych.
7. Oprogramowanie sensoréw optycznych systemdw pomiarowych oraz zagadnienie sprzezenia.
8. Algorytmy analizy danych, przeglad kodéw zrédtowych.

9. Wyznaczanie wielko$ci metrologicznych w optycznych systemach pomiarowych. Zagadnienie
dekodowania informacji.

10. Optymalizacja algorytmow analizy danych z uwzglednieniem obliczer rdwnolegtych.

11. Zagadnienie standaryzacji oprogramowania w metrologii.

Laboratorium:

1. Programowanie urzadzenia specjalizowanego do pomiaréw odchytek ksztattu.

2. Pomiary na wspétrzednosciowej maszynie pomiarowej.

3. Algorytmy analizy danych ze skanera optycznego 3D.

4. Badania nieniszczace za pomocg shearografii.

5. Interferometryczne badania tekstury powierzchni. Algorytmy sterowania, analizy danych.
6. Oprogramowanie wizyjnych systemoéw pomiarowych.

Metody dydaktyczne

Wyktad: prezentacja multimedialna, prezentacja ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy,
dyskusja i analiza problemdw.

Cwiczenia laboratoryjne: ¢wiczenia praktyczne, dyskusja, praca w zespole
Literatura

Podstawowa
1. Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS), Humienny Z. i inni, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa, 2004

2. Metrologia wielkosci geometrycznych, Jakubiec W., Malinowski J., WNT, Warszawa, 2006

3. Optical Measurement of Surface Topography, Leach R., Springer Science & Business Media, Berlin,
Heidelberg, 2011.

Uzupetniajaca
1. Wspdiczesna metrologia, zagadnienia wybrane, Barzykowski J. i inni, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa, 2004

2. An introduction to engineering measurements, Graham A. R., Englewood cliffs, Prentice-Hall, 1975
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3. Chapter 6. Validation of software used in metrology, in: Metrology and Theory of Measurement, Slaev
V.A., Chunovkina A.G., Mironovsky L.A., DE GRUYTER, Berlin, Boston.

4. An introduction to interferometry, Tolansky S., Longmans, Green, 1955.

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 50 2,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,0
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 20 1,0
laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do kolokwidéw/egzaminu,
wykonanie projektu)*

1 . sy 2 . 7 . o
niepotrzebne skresli¢ lub dopisa¢ inne czynnosci



